Vlastnosti nanostruktur mohou byt silné¢ ovlivnény zménami jejich rozhrani. Diky své
hloubkové citlivosti a bezkontaktnimu meéfeni jsou magnetooptickd spektroskopie a
spektroskopicka elipsometrie idealni ke studiu takovych jevii. Dvé metody nevratné modifikace
magnetickych vlastnosti, a to zejména magnetické anizotropie, jsou zkoumany v této praci.
Zméiené spektralni zavislosti magnetooptického Kerrova jevu jsou porovnéany s teoretickymi
vypocCty za ucelem urceni profild vzorkl pro rizné Grovné a rizné metody modifikace. Dale
jsou provedena elipsometrickd méfeni na zatfizeni, jehoz optické vlastnosti je mozno menit
piikladanim elektrického napéti.



